






















































































专利名称(译) 有机el显示装置和估计有机el元素的劣化量的方法
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摘要(译)

本公开的目的在于获得一种有机EL显示装置，其能够有效地抑制由有机
EL元件的劣化引起的图像残留的发生。有机EL显示装置包括：总时间劣
化量DB，其保持每个像素的总时间劣化量；总时间劣化量更新单元，考
虑灰度值，设定值，获得有机EL元件的增量劣化量。图像劣化校正单元
在亮度设置，每个时间单位的温度，将增量的劣化量与总时间劣化量DB
中保持的总时间劣化量上相加的温度，图像劣化校正单元中基于总时间
校正灰度值总劣化量DB中保持的劣化量。
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